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OGLOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jezeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczacej zmiany warunkéw okreslonych w
pierwotnym ogtoszeniu o zamowieniu, konieczne moze okazac sie przedtuzenie poczatkowo przewidzianych
termindéw ze wzgledu na zachowanie zasady réwnego traktowania oraz warunkéw konkurencyjnosci
zamoéwienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

1.1) NAZWA, ADRESY | PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Politechnika Gdanska

Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12

Miejscowosc¢: Gdansk Kod 80-233
pocztowy:
Kraj: Polska
Punkt Skrzydto "B" Gmachu Gtéwnego, ul. G. Tel.: +48 58 347 20 39
kontaktowy: Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, pok. 206
Osoba do
kontaktow: Joanna Jackiewicz-Paprocka
E-mail: joanna.jackiewicz@pg.gda.pl Faks: + 48 58 347 29 13

Adres(y) internetowy(e) (jezeli dotyczy)
Ogolny adres instytucji zamawiajacej (URL): http://www.pg.gda.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO
@ Instytucja zamawiajaca (w przypadku zamoéwienia objetego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

O Podmiot zamawiajacy (w przypadku zaméwienia objetego przepisami dyrektywy 2004/17/WE — Zaméwienia
sektorowe)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) OPIS

1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez instytucje zamawiajaca (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
Dostawa fabrycznie nowego mikroskopu badawczego STM/AFM z rozszerzong gwarancjg oraz szkoleniem
instruktazowym dla Laboratorium Nanomateriatdbw w ramach Projektu "Centrum Zaawansowanych Technologii
Pomorze"

11.1.2) Krétki opis (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa fabrycznie nowego mikroskopu badawczego STM/AFM z rozszerzong
gwarancjg oraz szkoleniem instruktazowym dla Laboratorium Nanomateriatow

w ramach Projektu ,Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE".

Na przedmiot zamowienia sktada sie:

- mikroskop sit atomowych (AFM)

- mikroskop tunelowy (STM)

- dodatkowe oprzyrzadowanie i oprogramowanie

Parametry bezwzglednie wymagane

1.Tryb obrazowania ogélnego zastosowania o nastepujacych cechach:

mozliwos¢ pracy w powietrzu oraz w cieczach

automatyczna kalibracja czestotliwosci rezonansowej dzwigni

2.Mikroskopia sit atomowych (w trybie statycznym i z rezonansowo drgajaca belka)

3.0Obrazowanie fazowe

4.Spektroskopia sit atomowych w funkcji odlegtosci ostrze-powierzchnia

5.Mikroskopia sit tarcia(lateralnych)

6.Mikroskopia sit elektrostatycznych w trybie z trybie z dwukrotnym przejsciem danej linii, majacym na celu
odseparowanie informacji o topografii powierzchni od pomiaréw pola elektrostatycznego.

7.Mikroskopia sit magnetycznych

8.Mikroskopia potencjatu powierzchniowego (sonda Kelvina)

9.Skaningowa mikroskopia tunelowa

10.Zintegrowany mikroskop optyczny o rozdzielczosci min.1 mikrometr

ROZBUDOWA SYSTEMU O NASTEPUJACE OPCJE:

Dodatkowe parametry pozadane (punktowane):

1.Mikroskopia sit magnetycznych — pomiar amplitudy, fazy pola magnetycznego w trybie z dwukrotnym przej$ciem
danej linii, majgcym na celu odseparowanie informaciji o topografii powierzchni od pomiaréw pola magnetycznego.
2.Nanoindentacja, Uwaga: opcje analizy skladowych harmonicznych oraz tryby obrazowania dual/multi frequency
AC nie beda rozwazane jako réwnowazne.

3.Mikroskopia pojemnosciowa w trybie dC/dZ oraz dC/Dv

4.Mikroskopia rezystancji rozptywu z zastosowaniem wzmacniacza logarytmicznego

5.Mozliwos$¢ obrazowania w podwyzszonych temperaturach w zakresie do 150 °C.

6.Mozliwos¢ obrazowania w obnizonych temperaturach do -35 °C

7.Modut prézniowy (préznia bezolejowa do 10-4Tr)

8.Nanolitografia, nanomanipulacja

9.Celki elektrochemiczne

10.Jednoczesny pomiar topografii i sit elektrostatycznych w trybie dynamicznego kontaktu

11.Automatyczny lub pétautomatyczny tryb pomiaru

12.Stoliki temperaturowe pomocne w badaniu przejs¢ fazowych

Dokfadny opis przedmiotu zamdéwienia znajduje sie w rozdziale Il Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych.

11.1.3) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) (podano w pierwotnym ogfoszeniu)

Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot 38500000
Dodatkowe przedmioty 38510000
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
@ Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca /podmiot zamawiajacy (podano
w pierwotnym ogtoszeniu, o ile dotyczy)
CRZP/478/004/D/10

IV.2.2) Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszen przestanych droga elektroniczng (jezeli sq
znane):

Pierwotne ogtoszenie przestane przez:
® SIMAP
O 0JS eSender

Login: ENOTICES_joajacki

Dane referencyjne ogtoszenia: 2010-146883 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja (jezeli dotyczy)

Numer ogtoszenia w Dz.U.: 2010/S z dnia (dd/mm/rrrr)
217-332801 09/11/2010

IV.2.4) Data wystania niniejszego ogloszenia:
05/11/2010 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE

VI.1) OGLOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczy¢ tyle punktéw, ile jest to konieczne)
O Procedury niepetnej

@® Sprostowania

O Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPELNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMOWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczy¢ tyle punktéw, ile jest to konieczne)

O Postepowanie o udzielenie zamdwienia zostata przerwane.
O Postepowanie o udzielenie zaméwienia uznano za nieskuteczne.
O Zamoéwienia nie udzielono.

O Zamowienie moze byé przedmiotem ponownej publikaciji.

O Wszystkich czesci
O Jednej lub wiecej czesci

V1.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; nalezy okres$li¢ miejsce, w ktorym tekst lub daty majg by¢ zmienione lub dodane, prosze zawsze
podawac odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogfoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgcq
O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacja, przekazang przez instytucje zamawiajaca
O W obu przypadkach

V1.3.2) Ogloszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

O W ogtoszeniu pierwotnym

O W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (wigcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
® W obu przypadkach (wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu (jezeli dotyczy)

Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno byé¢:
zmieniany tekst:

SEKCJA 1l: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA, |pkt. 10 Zintegrowany mikroskop|pkt. 10 Zintegrowany ukfad
[1.1.5) Krétki opis przedmiotu zamédwienia|optyczny o rozdzielczodci min. 1|optyczny o rozdzielczosci min.

lub zakupu (6w) mikrometr 1,6 ym
Dodatkowe parametry | Dodatkowe parametry
pozadane: pozadane:
pkt 3. Mikroskopia | pkt. 3. Mikroskopia
pojemnosciowa w trybie dC/dZ|pojemnosciowa w trybie dC/dV
oraz dC/Dv lub dC/dzZ

pkt. 4 Mikroskopia rezystancji|pkt. 4 Mikroskopia rezystanciji
rozptywu z  zastosowaniem|rozptywu z  zastosowaniem
wzmacniacza logarytmicznego |wzmacniacza logarytmicznego.

pkt. 9 Celki elektrochemiczne Zamawiajacy dopuszcza
dodatkowo rozwigzanie:
zastosowanie wzmachiacza

liniowego o co najmniej dwdéch
zakresach wzmocnienia.
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Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno byé¢:
zmieniany tekst:
pkt. 9 Min. 2 celki
elektrochemiczne
VI.3.4) Daty, ktére nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu (jeZzeli dotyczy)
Miejsce, w ktorym znajduja sie Zamiast: Powinno byé¢:
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
IV.3.4) Termin sktadania ofert lub wnioskéw 16/12/2010 09:30 04/01/2011 09:30
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 16/12/2010 11:00 04/01/2011 10:00
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VI1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktére nalezy poprawié (jezeli dotyczy)

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowos¢: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt Tel.:

kontaktowy:

Osoba do

kontaktow:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jezeli dotyczy)
Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

V1.3.6) Tekst, ktory nalezy doda¢ do pierwotnego ogtoszenia (jezeli dotyczy)

Miejsce, w ktérym nalezy dodac tekst Tekst do dodania

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jezeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA:
07/12/2010 (dd/mm/rrrr)
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